©baratz | ODA

Formalismesfisics per ala
microscopia d'efectetunel [
aplicacio d'un STM atmosferic

en microelectronica :
caracteritzaciode Si |
d'estructuresMQOS/

Barniol i Beumala, NUria

Universidad Auténoma de Barcelona,
1993

Monografia

https://rebiunoda. pro.baratznet.cloud: 38443/OpacDiscovery/public/catal og/detail/b2FpOmNIbGVicmF0aWw9uOmV zL mhemF0ei 5yZW4vMjcSNDY 2Ng

Titulo: Formalismes fisics per ala microscopia d'efecte tinel Microforma) :] aplicacié d'un STM atmosféric en
microelectronica caracteritzacié de Si i d'estructures MOS Nuria Barniol i Beumala; [direccié Xavier Aymerich
Humet]

Editorial: Bellaterra Universidad Auténoma de Barcelona 1993

Descripcion fisica: 1 microficha (11 x 15) + 1 folleto (7 p. ; 18 cm)

Mencion de serie: Publicacions de la Universitat Autonoma de Barcelona

Nota general: Resumen en catalén e inglés Tesis Univ. Auténoma de Barcelona

I SBN: 84-7929-395-0

Materia Entidad: Universidad Autonoma de Barcelona (Espaiia)- Tesisy disertaciones académicas
Materia: Microscopia electrénica Dispositivos MOS Silicio Microscopios el ectronicos de barrido

Autores: Aymerich Humet, Xavier, director

Baratz | nnovacién Documental

e Gran Via, 59 28013 Madrid
o (+34) 91 456 03 60



e informa@baratz.es



